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Seznameni s technikou FMC a TFM

ProC TFM?

Ultrazvukové zkousSeni technikou Phased Array poskytuje
moznost elektronického Fizeni a fokusace svazkud pulsné
vysilanych ze sondy a ziskani nékolika A-skenu, které jsou
sestaveny s relativné vysokou snimkovou frekvenci. Jednim
z nedostatku v3ak je, Ze tyto snimky maiji jednu konstantni
hloubku ostrosti. Reflektory umisténé mimo ohniskovou
zénu se zobrazuji jako neostré a mirné zvétSené oproti
identickému reflektoru v ramci ohniskové zény.

TFM (Total Focusing Method), kterd vyuZziva data ziskana
pomoci techniky FMC (Full Matrix Capture) pomaha

tento problém s rozliSenim odstranit, pfi¢emz zachovava
prijatelnou Uroven produktivity. Zpracovani TFM zachovava
pouze amplitudu v zamérenych bodech v oblasti zajmu
(z6né TFM), coz vede k ziskani obrazu s vysokym rozliSenim
v celé této zéné, a nikoli pouze v jedné urovni hloubky.

FMC - strategie akvizice

@ Vysila¢ prvniho prvku je aktivovan @ V8echny prvky pfijimaji zpétné akustické

impulsy paralelné
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@ Prvek vysle 2 impulsy a cyklus pokracuje @ V8echny prvky pfijimaji zpétné akustické

impulsy paralelné
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TFM - rekonstrukce snimkut
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ZPOZdE"'{ | [ pouZito na viechny A-skeny s pouZitim
predpokladaného zpozdéni pro zvoleny
rezim Sifeni do konkrétni polohy v zéné
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Dokon¢eny cyklus =
1 snimek/ramec TFM

Z6na TFM

1 pixel je rekonstruovan
z amplitudy sectenych A-skent

Rezimy metody TFM (Total Focusing Method)

Impuls-echo

Kontrola metodou TFM v reZimu impuls-echo (PE, pulse-echo) je podobna kontrole technikou Phased Array provadéné bud’'s podélnymi a pficnymi vinami v prvnim dseku, nebo
pricnymi vinami v druhém Useku. V reZimech impuls-echo metody TFM se zvuk Sifi bud’ pfimo ze sondy k vadé a zpét, nebo pfimo ze sondy k zadni sténé, poté k vadé, opét k zadni sténé

a zpét do sondy.

PodéIné viny PE se obvykle pouZivaji pfi kontaktnich aplikacich s nulovym dhlem, napf. pfi detekci koroze. PFri¢né viny PE Ize pouZit k monitorovani volumetrickych vad, napr. vméstku i

poréznosti. PFicné viny v druhém Useku Ize pouzit k detekci Sikmych vad.

Samostatny tandem

PFi kontrole metodou TFM v reZimu samostatného
tandemu (ST, self-tandem) se svazek Sifi po draze od
sondy, odrazi se od zadni stény, dosahne vady a poté
se vraci zpét k sondé. Odrazy od zadni stény nebo

vady generuji signaly s konverzi rezimu. V reZimech
samostatného tandemu je snimek vypocitan pomoci
kombinace téchto konvertovanych signalt pro podéiné
a pricné viny. Tento zplsob se obvykle pouZiva pro vady
orientované pod uhlem.
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Na co je treba myslet pri pouziti techniky TFM

Nastaveni zény TFM

Zéna TFM je oblast dilu, ve které se technik rozhodne
sledovat obraz. Technik provede nastaveni a mlze oblast
premistit libovolné v ramci objemu dilu.

Set Zone

Min index 9.00mm  Max index 9.00 mm

0.01 mm 12.00 mm

Min. depth

Max. depth

Pokud z6na TFM saha dale, neZ je hloubka blizkého pole,
pixely v této ¢asti obrazu nebudou zaostfeny. Prectéte si
vice o omezenich techniky TFM danych sondou v ¢lanku

.Volba spravné sondy"”.

'
00 00000000000 000000000000000000000000000

Volba spravné sondy

Charakteristiky sondy maiji pfi zobrazovani TFM stejny vliv
jako pri zkouSeni konvenénim ultrazvukem, nebo technikou
Phased Array. Prestoze je svazek TFM tvoren synteticky
(pfi vysilani a prijmu) na zakladé dat FMC, faktory jako
apertura sondy, roztec¢ prvk{ a frekvence maji na vysledky
zobrazovani TFM vyznamny vliv. Technika TFM pouZziva
stejné sondy, jako technika Phased Array, zamérovani
zény TFM je tedy omezeno stejnymi fyzickymi principy.
Obvykle plati, Zze sondy s vyssi frekvenci dokazou zaostrit
hloubé&ji do dilu, zatimco sondy s nizsi frekvenci umoznuji
zaostreni blize k sondé. Sondy s vétSi aperturou dokazou
zaostrit dale od sondy, zatimco sondy s mensi aperturou
blize k sondé.
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2L64-A2 - rozte¢ 0,75 mm
Dostatecné rozliSenf a citlivost v blizkosti povrchu

5L64-A2 - rozte€ 0,6 mm
Dostatecné rozliSeni a citlivost v blizkosti stfedni
z6ny

7.5L60-PWZ1 - rozte¢ 1,0 mm
Dostatecné rozlieni a citlivost ve vzdalené zéné

Dopad na vlastnosti dilu

Amplituda zobrazena na snimku TFM zavisi na shodé

mezi pozadovanymi a skute¢nymi vlastnostmi dilu. Pokud

v rezimu PE zada uZivatel rychlost Sifeni, ktera se vyznamné
liSi od skutecné hodnoty, mohou vysledky TFM obsahovat
chybné indikace a modelovana fokalizace nebude

v souladu se skutecnosti, coz ovlivni zobrazenou amplitudu.
V rezimu ST chybna hodnota Sirky stény vyznamné ovlivni
amplitudu, protoze vysilané a prijimané svazky se nebudou
krizit v pfedpokladané poloze.
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Obraz 20 mm tlustého bloku v rezimu ST
se spravné zadanou hodnotou tloustky stény 20 mm

Planovani skenovani
s nastrojem AIM

Pomoci mapy akustického vlivu AIM (Acoustic Influence
Map) defektoskopu OmniScan™ X3 muZete pfedem zobrazit
predpokladanou distribuci akustické citlivosti v rGznych

reZzimech v z6né TFM. Tento nastroj rovnéZz pomaha

efektivnéjsi plan skenovani.

Obraz 20 mm tlustého bloku v reZimu ST
s nespravné zadanou hodnotou tloustky stény 22 mm
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zajistit, aby konfigurace sondy a predsadky byla pro
danou kontrolu efektivni. UZivatelé tak mohou pripravit
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